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Predlozena prace ma 82 stran textu, nema piilohy. Cilem prace bylo
vyzkousSet nékteré specialni metody mikroskopie atomarnich sil, které umoziuje
mikroskop Compact AFM, umistény na Katedie fyziky PiF UHK. Text préace
odpovida zadani, je formaln¢ v poradku, je logicky uspofadan, bohuzel se zde
vyskytuji chyby a pieklepy a stylisticky je slabsi.

Specialnimi metodami AFM se v této praci mini jiné metody vyuziti, nez je
bézna vyskova topografie. Takovychto metod je obecné velké mnozstvi, zde se
jednalo pouze o silovou spektroskopii, proudovou topografii, napétovou
spektroskopii a litografii.

Teoreticka ¢ast obsahuje popis riznych zpiisobti mikroskopie a hlubsi
pohled na principy a vyuziti mikroskopie atomarnich sil. Tato kapitola je misty
fyzikaln€ nepresna. VétSinu textu tvori prakticka ¢ast, ta je uvedena kratkym
popisem mikroskopu Compact AFM a ovladaciho software Measure nano, zbytek
jsou vlastni méteni. Autor jich udélal velké mnozstvi. Méfeni byla provedena na
riznych vzorcich, na rtiznych mistech vzork®, pomoci rtiznych hrotii a s riznym
nastavenim. Jejich smyslem bylo vyzkousSet, zda vySe uvedené specidlni metody
1ze na tomto mikroskopu realizovat, jaké nastaveni je vhodné a s jakymi problémy
se uzivatel mize setkat. Cast méfeni byla z nékolika divodid zcela netusp&ina,
pouze nékterd byla vhodna pro popis a diskuzi.

Prvni metodou bylo standardni méieni vyskové topografie. Jejim cilem bylo
seznamit autora 1 ¢tenare diplomové prace s méfenim pomoci mikroskopu AFM,
jeho vyhodami 1 nectnostmi. Na to navazuje kapitola o silové spektroskopii, ktera
je vhodna pro zjistovani lokalnich mechanickych vlastnosti materialu. Ukéazalo se,
ze metoda umozni rozliSit material, ale rozliSeni je Spatné a interpretace
materialovych charakteristik, jako je Youngiv modul, ¢1 viskozita, je
komplikované.

Déle byla provedena fada méfeni proudu v zavislosti na napéti na hrotu.
Meéfila se bud’ proudova topografie v plose, nebo voltampérova charakteristika
v bod¢ (napétova spektroskopie). Tato méieni piistroj zvladal, nicméné objevily se
problémy s odiranim vodivé vrstvy hrotu a s kontaktem mezi hrotem a povrchem.



V dalsi kapitole mély byt ziskané zkuSenosti vyuzity na mineralogickych
vzorcich z ptirody. Ukazalo se, ze vzorky mély piili§ ¢lenity povrch, na kterém byl
problém ud¢lat standardni vySkovou topografii, a specialni metody nebyly uspésné
vibec. Protoze pfed méfenim AFM byly udélany snimky na skenovacim
elektronovém mikroskopu, jsou v textu zafazeny odstavce porovnavajici tyto dve
mikroskopie. Nakonec byla na pfistroji vyzkousSena litografie, tedy vyryvani
mikroskopickych obrazka. Na povrchu z polyvinylacetatu se nepodafilo vytvofit
ani ¢arku. Je pravdépodobné, Ze tento polymer je prilis tvrdy.

Na praci ocenluji mnozstvi praktickych méfeni, které umozni 1épe vyuzit
piistroj umistény v Laboratoi1 experimenti z moderni fyziky. Autor zde ud¢lal
velké mnozstvi prace, dikladné se seznamil s obsluhou pfistroje, ktery neni bézny
a navrhl fadu Gprav experimentli, av§ak vzhledem k vysSe uvedenym nedostatkiim
textu, navrhuji hodnoceni stupném C.
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